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講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

電界効果トランジスタ回路2 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。FET増幅回路

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイアス回路の計算4 バイアスと安定度について 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイアス回路の計算2

中間試験 これまでの講義内容について試験を行う 。
講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイポーラトランジスタの接地方式 トランジスタ回路の基本（接地方式）について

電流帰還バイアス回路 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイアス回路の計算1 固定バイアス回路

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

トランジスタの負荷線2 交流負荷線の引き方、意味について 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

トランジスタの負荷線1 直流負荷線の引き方、意味について 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイポーラトランジスタの最大定格

　本講義では、アナログ回路で使用される基本素子（抵抗，コイル，コンデンサ，ダイオー

ド，トランジスタ）の動作原理および基本的なアナログ回路の構成や動作を図解中心で講義を

行う。

　本講義により基本的なアナログ回路を自分で構成できるようになるのが望ましい。

JABE Eプログラム教育目標

講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

バイポーラトランジスタの基本構造
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評価方法及びその割合

①の理解度は、定期テスト（中間および期末試験の

評点を８０％）および講義後の小テストと宿題（２

０％）で評価する。

目標項目

半導体，pn接合

授　　業　　内　　容

授　　業　　計　　画

トラジス他の最大定格をその設定と計算方法について
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法

教科

書・教

材

授　　業　　項　　目

ダイオード

バイアス回路の計算3

①アナログ回路を中心として電子素子

（トランジスタ、ダイオード、コンデン

サ、コイルなど）の基本動作や基礎的理

論を理解し、実用的なアナログ回路の構

成や動作を説明できるようにする。

ダイオードの構造・特性について

バイポーラトランジスタの構造と特性について

自己バイアス回路

半導体とpn接合の特性について

電界効果トランジスタ回路1 電界効果トランジスタ（FET)の基本構造
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学習時間は、実時間ではなく単位時間で記入する。（５０分＝１、１００分＝２）

これまでの講義内容について試験を行う 。

増幅回路の構成と測定 （演習）トランジスタ回路を構成して特性を評価する。 講義後に前回の復習と今回の講義の復習として小テストを行う。

実時間

学修単位における自学自習時間の保証（レポート頻度など）

後期末試験

25学習時間合計

前期末試験

中間試験


